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赤外スペクトル領域用小型波長可変
帯域フィルタ

アプリケーション

▪▪ 赤外スペクトル解析
▪▪ ガス分析（濃度決定など）
▪▪ スペクトル画像解析

概要

赤外スペクトル領域用の電気的に波長可変
な帯域フィルタは、ガス濃度の決定やスペク
トル画像解析など、医療、産業、および安全
アプリケーションにおけるスペクトル解析を
使用する各種機器に適しています。フラウン
ホーファーENAS（エレクトロ・ナノシステム
研究所）は、3▪µm～11▪µmのスペクトル領域
用の小型フィルタをケムニッツ工科大学マ
イクロ工学センタおよびInfraTec社と共同
開発しました。このフィルタは、シリコンウェ
ハバッチプロセスによってコスト効率よく製
造されます。フィルタの半値全幅（FWHM）
帯域幅は50▪nm～200▪nmで、用いる干渉次
数によって決まります。通過帯域は規定のス
ペクトル領域（11▪µm～8▪µmなど）内で電気
的に波長可変であり、最大透過率は70%を
超えています。このフィルタは2つの等しい
可動反射器担体でできており、反射器の間
隔つまり通過帯域の中心波長に対する振動
や重力で誘起される力の影響を最小限に抑
えます。この赤外波長可変フィルタはファブ
リ・ペロー干渉計の原理を使用し、MOEMS（
微小光電機械システム）として設計・製造さ
れます。チップ寸法は8.5▪mm▪x▪8.5▪mm▪x▪
0.6▪mm（幅▪x▪長さ▪x▪高さ）です。
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表1：開発・製造したファブリ・ペロー干

渉計の最も重要な特性

図1：各種制御電圧で測定したデュア

ルバンドファブリ・ペロー干渉計の透

過率スペクトル。波長は4 µm～5 µm

および8 µm～10.5 µmを同時に使用

できます。

図2：デュアルバンドファブリ・ペロー干

渉計の例において、波長範囲4 µm～5 

µm（赤の曲線）および8 µm～10.5 µm（

青の曲線）での、制御電圧と中心波長

の関係

仕様

項目 値 単位

スペクトル領域

3▪～▪5 µm

5▪～▪8 µm

8▪～▪11 µm

透過率 >▪70 %

帯域幅（FWHM） 50▪～▪200 nm

制御電圧 15▪～▪60 V

開口 2▪x▪2 mm²

チップ寸法 8.5▪x▪8.5▪x▪0.6 mm³


